
การตรวจสอบ Capacitor วามีขอบกพรองหรือไม สามารถตัดสินจากการวัดคุณสมบัติทางไฟฟา

โดยจะทําการวัดคุณสมบัติทางไฟฟาดังวิธีการตอไปนี้

1) การวัดความจุ [ µF ]

สามารถตัดสินวาตัวเก็บประจุบกพรองหรือไมจากการวัดคาความจุภายใน แลวนําไปเปรียบเทียบกับปายชี้บง

(Name plate) ที่ตัวผลิตภัณฑ โดย

‐‐ ตัวเก็บประจุ 1P : จะวัดความจุไฟฟาระหวางข้ัวทั้งสองตัวเก็บประจุแลวนํามา

เปรียบเทียบคาความจุ กับปายของผลิตภัณฑ (Name plate)

‐‐ ตัวเก็บประจุ 3P : จะวัดความจุไฟฟาระหวางข้ัวตัวเก็บประจุ (RS, ST, RT) ทั้งสอง

แลวนําคาท่ีไดแตละข้ัวมาเปรียบเทียบคาความจุ กับปายของผลิตภัณฑ (Name plate)

โดยตัวเก็บประจุ จะตองมีคาความจุที่อยูในชวงที่ยอมรับคือ

▶ High voltage capacitor : คาความจุตองอยูระหวาง ‐5% ~ 10%

▶ Low voltage Capacitor : 

ไมเกิน 100kvar คาความจุตองอยูระหวาง ‐5% ~ 10%

มากกวา 100kvar คาความจุตองอยูระหวาง ‐5% ~ 5%

( หมายเหตุ)

*** กอนทําการทดสอบตองเช็ควาตัวเก็บประจุมีการคายประจุ (Discharge) หรือไม

เพื่อปองกันการเกิดความเสียหายกับเครื่องมือวัด ***

2) การวัดคากระแส [Ampare]

คากระแสที่วัดไดจะตองลดลงไมเกิน 5% ของพิกัดกระแสที่ระบุตามปายผลิตภัณฑ

(Name plate) ถาคากระแสที่วัดไดมีคาลดลงมากกวา 5% ของพิกัดกระแสที่ระบุตามปายผลิตภัณฑ

แสดงวา ตัวเก็บประจมีความบกพรอง

โดยมีวิธีการคํานวณคากระแสที่ตัวเก็บประจุดังนี้

Capacitor current [A]  =

การตรวจสอบวาคาปาซิเตอรเสียหรือไม

JUDGMENT OF CAPACITOR DEFECT OR NOT

Rated current [A]  x
Actual input voltage [V]

Capacitor rated voltage [V]


